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.Щифракгометры реrrггсновские модсли ДРОН-8Н и ДРОН-8Т

1. оБщиЕ положЕния
Настоящая методика распространяется }ra дифрaктометры рентгеновские модели ДРОН-8Н и

ДРОН-8Т (ла"тее - дифракгометры) с устtlновленным прогрtlммным обеспечением DRON-8 Data
collection версии 0.1.0.Х (Х принимает значения от 7 до l00) со следующими блоками детектиро-
вания:

- сцинтиллJIционньй точечньй детектор,
- линейньй позиционно-ч}ъствительный детекгор

и устанzвJIивает методы и средства их перви.пrой поверки при вводе в эксплуатацию и после ре-
монта и периодической поверки в процессе эксплуатации.

При проведении поверки обеспечлвается просложиваемость дифраIсгометров к государствен-
ному первиlшому эт.rлону единицы длины -метраГЭТ 2-2021 п)тем применения средств измерений

угвержденньж типов в соответствии с поверочной схемой, }твержденной прика:}ом Росстандарта
Российской Федерации от 29.12,2018 г. Nэ 2840 <Об угвержлении государственной поверочной
схемы для средств измерений длины в диzшазоне от 1,10-9 до 100 м и длин волн в диапазоне от 0,2

до 50 мкм>.

Метод, обеспечивающий реiuIизацию методики поверки: прямое измерение поверяомьш СИ
величины, воспроизвод,lмой стандартньшrл образцом.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНLЙ

2.1. При проведеЕии поверки должны вьшолняtься операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1- Перечень операций поверки

Наименоваяие операции поверки

Номер пункта мето-
дики поверки, в со-
ответствии с кото-

рым вьшолнJIется
опер Iия поверки

обязательность вьшоJIне-
ния операций поверкц при

первичной
поверке

периодиче-
ской поверке

Внешний осмотр 7 да да

Контроль условий поверки 8.3 Ja
Опробование да

Проверка програIt{много обеспечения 9 да да

Определение метрологических харaж-
теристик

10 да да

Подтверждение соответствия средства
измерений метрологическим требова-
ниям

11 да да

2.2 Операчии по проведению опробования и определению метрологических характеристик
проводят для каждого из блоков детектирования, входящих в комплекг поставки дифраюометра.

2.3 Методикой поверки предусмотрена возможность проведения поверки с использованием

одного блока детектирования (сuинтиллячионный точе,+rьй детектор или rшнеЙНЬЙ ПОЗИЦИОННО-

чувствительнЫй детектор) из состава дифрактометра в соответствии с запросом потребителя с

указаниеМ в свидетельстве о поверке сведений о повереЕном блоке детектирования.

2.4, Если прИ проведениИ той илИ иной опершtии поверки получен отрицательный результат,
дальнейшм поверка прекращается.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ
При провелении поверки должны бьпь соб]подены следующие условия:

- температ}ра окружающего возд}ха, ОС от +15 до +25;
(при допускаемом колебании температуры за время поверки не более, чем на + 2ос)
- относительнilя влФкность воздуха, 0%, не более 80

4. ТРЕБОВДНИЯ К СIIЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ
4.1 . Поверка лифрактометров лолжна проводиться юридлческими лицчll\,tи или индивиду:шь-

ными предприниматеJUIми, аккредитовalнными на право оказания услуг в области обеспечения
единства измерений, в установленном действующим законодательством порядке.

4.2. К провелению поверки допускаются лица, допу]ценные к вьшолнению поверки по да}l-
ному виду измерений, изуlившие методику поверки и р}ководство по эксплуатации дифраюомет-
ров, прошедшие инструктalк по технике безопасности в установленном порядке.

5. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ
5.1. При проведении поверки должны бьггь применены средства, указанные в таблице 2.

таблица 2 - Перечень средств поверки

3

Перечень рекомендуемьж средств поверкиМетрологические и
технические требования к

СРеДСТВzlI\,l ПОВеРКИ,

необходимые дJIя
проведения поверки

0,6з %

п. 8 Подго-
товка к по-
верке и
опробова-
ние.
п. 10 Опре-
деление мет_

рологиче-
ских xapzк-
теристик

станлартньй образец дифрак-
ционньD( свойств кристапли-
ческой решетки (оксид апо-
миния) с аттестованными зна-
чениями параJиетов кристал-
лической решетки а и с: рас-
ширеннм неопределенность
при Р=0,95 (k=2) не должна
превышать 0,00001 нм для па-

раметра а. не должна превы-
шать 0,00005 нм дJIя пара-
м с

Прибор комбинироваrrный Testo 622 (реrи,
страционньй номер в Федермьном информа-

ционном фонде по обеспечеЕию единства из-
мерений 53505-13)

п.8 Контроль

условий по-
верки (при
подготовке к
поверке и
опробова-
нии)

примечание - ,щопускается использовать при поверке друпIе повереняые средства измере-

"йй " "r*дарrные 
образцы }тверждеЕного типа, обеспечивающие определение МХ СИ с

ои точностью.еб

Операчии
поверки, те_
бующие при-

менение
средств по-

верки
ГСО 10440-2014, стандартньй образец ди-
фракционньп свойств криста.шической ре-
шЕтки (оксид апоминия) (SRM l976b)
Параметры кристаллической решетки :

a:0,4'l 59 13'7 нм, расширенн.uI неопределен-
ность при Р:0,95 (k=2) 0,0000080 нм;
с=1,29933'7 нм, расширенная неопределен-
ность при Р=0,95 (k=2) 0,000015 нм.
Относительная интенсивность дифракчионньп<
мtlксимумов от 8,17 до 87 ,79 %; расширеннм
неопределенность при Р=0,95 (k:2) от 0,07 ло

Срелства измерений темпера-
туры окружаюцей среды в

диапазоне измерений
от +1 5ОС до +25ОС с абсолют-
ной погрешностью не более
+0,5ОС;

Срелства измерений относи-
тельной влiDкности возд}ха в

диiшазоне от l0 % до 85 % с
основной абсолютной по-
грешностью не более + 3,0 О/о
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б. трЕБовАния (условия) по оБЕспЕчЕнию БЕзопАсности про-
ВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1. Требования безопасности должны соответствовать правила}r и Hopмallr.l, изложенным в ру-
ководстве по экспJryатации дифрактомеlров,

6.2. При проведении оперчщий поверки следует руководствоваться действ},юIщ.rми на предпри-
ятии правилами и нормчlми, регламентированными инструкциями по безопасности труда для под-

рапделениЙ, где установлено поверяемое СИ.

7. ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

7.1. При проведении внецшего осмота должно быть установлено:
- соответствие внешнего вида дифрактометра описанию типа СИ;
- нtlличие знака }тверждения типа в месте, }кшанном в описalнии типа Си;
- соб:подение требований по защите д{фрактометра от несанкционированного доступа, }ка-

занньD( в описalнии типа СИ: на;rи.п.rе и целостность пломб в соответствии с требованиями эксплУ-
атационной док}ъ{ентации;

- нzL,Iичие маркировки, подтверждающей тип и идентифицrrр}rcщей дифрiктометр;
_ отс}тствие Еа наружных поверхностях дифрактометра повреждеЕий и дефектов, влияюIIЕIх

на его работоспособность;
- отс).тствие ослаблений элементов констр}кции, !шстоту рltзъемов;
- надежность крепления соединительньIх элементов, кабелей.

7.2. В слуrае обнаружения дефектов, способньж оказать влияние на безопасность проВедения

поверки и (или) на результаты поверки они должны быть устранены до начаJIа поверки.

8. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 . Подготовку дифракгометра к поверке, вкJIючение соединительньж устройств, выполнение

оперlщиЙ при проведениИ контрольньD( измерениЙ ос},ществJUIют В соответствиИ С ПРalВИЛtlJt{И ЭКС-

плуатации, изложенными в руководстве по эксплуатации дифракгометров, часть 1, и Руководстве

оператора програI\,tмного комплекса DаИ Collection.
8.2. Если лифракгометр и средства поверки до начма измерений находились в кJIиматических

условиях, отJIичZ1ющихся от }казанньIх в п),нкте кТребоваrия к условиям проведения поверки)

настоящей Мп, то их следует вьцержать при этих условиях не менее часа или времени, }казанного
в эксплуатационной докуIллентаuии на поверяемьй дифраrгометр и средства поверки.

8.3. При подготовке к поверке проверить выполнение условий пунктов 3,4, 5, б настоящей ме-

тодики поверки и занести в протокол поверки условия проведения поверки (температура окружitю_

щеЙ среды, относительнм влtDкItость воздlха).
8.4. Опробование дифрактометра заключается в его вкJIючении в соответствии с р}товодством

по эксплуатации (рэ, часть 1) и рlковолством оператора По Data collection, выполнении процедуры

<инициализация) в соответствии с Рэ, часть l. Результаты опробования считаются удовлетвори_
тельными, если на мониторе ПК после загр}зки По Daи Collection не появляется сообщений об

ошибках.

9. ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

9.1 . определение идентификационньD( данньIх По Data Collection,

в главном меню окна По Dаи collection открыть меню <справка>, в раскрываюцемся списке

выбрать подменю <о программе>. В открывшемся окне приведено наименоваЕие По Dаи collec-

tion. Пример окна идентификации Емменования ПО приведеIr на рисунке 1,
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PucyHoK 1 - Окно с идентификационным нмменованием ПО DаИ Collection
В главном меню окна ПО Data Collection открьrгь меню <Информация), в раскрывающемся

списке выбрать подменю <Идентификачионные дzlнные). В открьвшемся окне приведены нмме-
нования и номера версий ПО Data Collection, чифровые идентификаторы исполняемого файла
DataCol.exe. Пример окна идентификации наименований ПО, номеров версий и цифровьп< идеЕти-

фикаторов ПО Dаи Collection приведен на рисунке 2.
alфл***9{

J

PucyHoK 2- Окно с номерllI\.lИ ВеРСИй и с цифровьп,lи идентификаторами ПО Data Collection

9.2. .Щифрактометр считается вьцержавшим поверку по п. 9, если версия програ},rмы верхнего

уровня DRON-8 Daи collection 0,1.0.х (Х принимает значения от 7 до 100), версия прогр.lN{мы

среднего уровня drоп8-ml 0.2.з_Y (Y принимает значения от 1 ло 100), версии програN{м нижнего

уров",0.б.Z (Z принимает значения от 1 ло 100), а полные версии и шифровые идентификаторы

iio Data Coцection совпадшот с указ.шными в паспорте на поверяемый лифрактометр,

Ef

.ttифракгомсгры реrггеновскис модсли ДРОН-8Н и ДРОН-8Т
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10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
10.1. Проверка диiшазона измерений углов дифракции 20

10.1.1. fuя проведения измереЕий по д:lнному пункту примеIяют стандартньй образец щфрак-
ционньп своЙств крист.lJIлической решетки ГСО 10440-2014 (оксил .IJlюминия) (SRM l97бЬ).

10.1.2. Перел проведением измереЕий вывести образец на ось гопиомета в соответствии с
п. 1 1.6.2.2 руководства по экспlryатации (РЭ, часть 1). Установить диафрагмы, щели Соллера и бета-

фильтр в щелевые устройства на первичном и дифрагированном пучке в зzлвисимости от комплекта-
ции .Iшфраюометра параболическим зеркалом, сцинтилJuIционным точечным детектором или ли-
нейным позиционно-чrвствительным детектором, а такхе убедиться, что устаповлен высоковоJIьт-
ньй режим с параметрами 40 кВ, 30 А (см. табличу 3).

10.1.З. В Главном окне программы DaиCollection выполнить ком.lнду ФайлЛовьй (поз. 1 рису-
нок 3а) и задать условия эксперимента в соответствии с таблицеЙ 5:

l) выбрать метод измереЕия (поз. 2 на рисунке 3а);
2) выбрать тип ск {ирования (поз. 3 па рисунке 3а);

3) при помощи кнопки <.Щобавить интервzIл)) (поз. 4 на рисунке 3а) вызвать окно для выбора

условий измерения и зaшолнить его:
- дJlя дискретного типа скапировalниJI задать начальньй и конеIп{ьй }тлы сканировшия (в гра-

дусах), шiг скilнировzlниJl (в градусах), экспозицию (в секундж) и число сканированиЙ;
_ для непрерывного типа сканировzlнI{я задать начаJIьный и коне.шьй углы сканирования, шaг
скllнирования (в гралусах) и скорость скzшировilния (градус/мин);
4) задать вращение образца (поз. 5 на рисунке 3а) в зависимости от устalновленной приставки иrпr

держатеJIя образча (20, 30 или 60 об/мин). С базовьпr,r держателем образца выбрать скорость враще-
ния 1 об/с;
5) из вьшадающего списка на пllнеrпт <Измерить> (поз. б на рисунке 3а) выбрать (Все> (установлено
по ушо.lнанию) при нали.Iии TorbKo одной строки в таблице кИнтерва.пьu (поз. 8 на рисунке 3а)

либо отметить требуемьй дIя измерения интервм из таблицы <Интервмы>, а из выпадающего
списка на панели кИзмерить> выбрать <Выбршrные>;

6) нажать на кнопку } Сr"р, для начма измерений (поз. 7 на рисунке 3а);

7) для линейного поз}tциоЕпо-tryвствительного детекгора устalновить значение 300 в панели <окно>

(рисунок 3б).

10.1 .4. Измерения проводить при следующих условиях:
Таблица 3 - Условия ведения изм ний для ве ки диапaвона изм лов ди

Значение параметра
и использовании блока д ования

линеиныи позици-
онно-ччвствительныи

д

сцинтишrяционньй
точе.пrьй детектор

Наименоваrrие параметра

Сч / Со шrодрентгеновскм ка
0г-OоМетод изм ения

дисне ывныиМетод скани вания
30Ток анода нтгеновскои А
40яжение анода новскои

KajloM1,0 без з сма /0,25

0ý
l0,0

Размеры щелей на первичном rryчке:
экваториапьнarя щель, мм
ilксимьнм щель, мм
эквато EuIbHmI щель мм

2,0(Бдс*)/-(пLц**)
0,1 (Бдс*)/_(IItц**)
10,0 с*

Размеры щелей на дифрагировЕшЕом пr{ке:
экваториальЕ{ш (шrтирассеивающая) щель, мм
экваториЕrльIIм щель, мм

еМtЦ аКСИа!'IЬНЕЦ ЩеЛЬ, ММ

трубки, кВ
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Нмменование параметра Значение парarмета
при использовании блока детектировalниJI

СЦИНТИЛJUIЦИОННЫЙ

точечньй детектор
линейный позици-

онно-ч}ъствительный
детектор

Щель Соллера расходимостью, градус
на первиIIном п}щке
ва Jцrфрагировarнном rrr{ке

1,5

1,5 (Бдс*) / 2,5 (гнд**)
Интервал скtlнирования 20 от + 1О до +1 50О от 0О до *l40o
Шаг сканирования п п)о 0,2о

Скорость сканирования, О/мин 5

Экспозиция в ToItкe, с l

Р-фильтр Ni ./ Fе (без зеркала) / - (с зеркмом)
Число сканирований, раз l
окно 300
вращение образча обязательно
* - при испоJIьзовlшии блока дегеюировalния - сциЕтилляционньй точе.пrьй детектор (Б,ЩС),
** - arр, использовalнии блока детектирования - линейный позиционно-Еryвствительньй детек-
тор (ПЧД)

!"

з' of _ оо tr.oooo. . l5о.оФ.]

ffi= __] ---]

_]

1 - вкладка <Файл>; 2 - панель выбора мегода измерений;

3 - пшлель выбора типа сканирования; 4 - кнопка <,Щобавить иrrгервал>;

5 - панелЬ <Вращение образца>; 6 - Панель <Измерить>;

7 - кноmса кСтарт>; 8 - Панель кИнтерва.пы>

PucyHoK Ja - Главное окно програ rмы DaиCollection при измереfiии сцинтиJDUIциопным
точечным детекгором

Е
llщlEl

пЕ_
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1€., €о [o.oooor. о.оооо.]

l

l - панель (окно))

PucyoK Jб - Главное окно програJ\{мы DaИCollection при измерении JIинейным
позиционно-Lryвствительным детектором

10.1.5. Убедиться в регистрации дифрактограммы в диап.lзоне }тлов 20 от +1О до +l50o (при ис-
пользовании блока детектировzlния - сцинтиJIляционньй точечный детектор, рис. 3а) и от *1О до
+140' (при использовllнии блока детектировalния - линейньй позиционно-LI}ъствительньй детектор,

рис. Зб).

10.2. Опрелеление абсолютной погрешности измерений угловьD( положениЙ д,IфракционньD(
максимумов во всем угловом ди:шазоЕе.

10.2.1. Для проведениJI измерений по п},нкту 10.2 применяют ГСО 10440-2014, станлартнЬЙ Об-

разец дифракционньп< свойств кристilJulической решетки (оксид апоминия) (SRM 1976Ь).

10.2.2. ИзмереНия проводяТ при помощи программной опции (Калибровка по стaшдарту) во

вкдадке <другие функчии> окна <управлетп,rе прибором> программы Data collection в соответствии

с р}товодством по экспJryатации лифракrометров (РЭ, часть 1) и руководством оператора (Про-

граммное обеспечение Daи collection дrя управления и сбора данньD(). Установить следующие диа-

фрагмы в з.висимости от конфигур.щии дифрактометра (таблица 4):

Таблица 4 - Условия коллимации
Значение параметанмменовшrие па

KajloM5 с2,0 без з /0

1,0

10,0

Размеры щелей на первиIIном п)п{ке:

экваториальнм щель, мм
аксиальная щель, мм
эквато щеJIь, мм

2,0(Бдс*)/_(пчд**)
0,1 (Бдс*)/_(пчд**)
10,0 с*

Размеры щелей на дифрагировчlпном пrftе:
экваториfuIьнбl (антирассеивающая) щель, мм
экваториальЕffI щель, мм

мм iжсиальнfuI щель, мм

1,5 с
1,5
l2,5

Щель Соллера расходимостью, градус
на первичном
на дифрагироваяном п}п{ке

текто

(Бдс
детекти

чечныитоонныи )вания сцинти,'IлJЩи детектории ванииспоJIьзо окабл детеIсгиропр
ыинитеjIьп о-нн де_линейвьй озициованияво иани лб као rпъствп и си ользп рор
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10.2.З. В держатель образца установить стандартный образец дифракционньD( свойств кристlIл-
лическоЙ решетки, указанньЙ в п. 10.2.1 МП.

10,2.4. В соответствии с п. 11.6.2.2 р}ководства по эксплуатации дифрактомета (РЭ, часть l) до
начала измерения вывести стандартньй образец на ось гониомета.

10.2.5. С помощью програJ\{мной Функции (Калибровка по стандарту) ПО <DaИ Collection> в

соответствии с п, i 1 .9 руководства по экспJryатации (РЭ, часть 1) провести ка:lибровку по стандарт-
ному образчу, указанному в п. 10.2.1 МП. Для этого загрузить шаблон для АlzОз, содержащий 12

максимуIi{ов в диапазоне }тлов 20 от 25О до 155О. Выбрать излу{ение из вьшадающего списка (Cu /
Со) в зависимости от примеЕяемой рентгеновской трубки (Сч / Со анод). Програ,rма автоматически
исключит из списка один иJIи два дarльнеугловьп< рефлекса, Ее попадающих в диzшазон скllниРОВа-
ния до l50'(для счинтилляционного точечного детектора) / 140" (лля линейного позиционно-чУВ-
ствительЕого детектора) для выбранной длины волны. Таким образом, для Сч-излrrения количе-
ство рефлексов в списке cTaIreT l0 или 11 в зависимости от устllновленного детектора, а для Со-
излr{ения сократится до 8 дя .шобой конфиryршtии. Заrryстить измерение.

l0.2.6. Программа в автоматическом режиме выполнит серию 0р-Oр сканирований в укzвzlннЬrх
диапазонtlх, аппроксимирует измеренные рефлексы, опредолит их угловые положения дJIя Каl-ли-
нии, рассчитает откlIонения от табrптчrrьж значений и по этим дапЕым посlроит КаЛИбРОВОЧНl'tО

кривую. Применить полу{енн},ю калибровку в слуlае, если тоIки кривоЙ имеют разброс менсе
+0,05..

10.2.7. Перейти в режим кПроверка>, загр)зить шаблоп дrrя ДzОз, содержашrЙ 12 MaKcш,rlTtoB В

диапазоне углов 20 от 25О до 155О. Выбрать излучение из выпад.цощего списка (Cu / Со) в зависимости
от применяемой рентгеновской трубки (Cu / Со анод). Программа автоматически искJIючит из спиСКа

одлн иJIи два дaijlьнеугловых рефлекса, не попадаюцшх в д{чшtвон сканирования дО 150О (ДrЯ СЦИН-

тилJlяlцонного точечного детектора) / 140О (дчя линейного позиционно-чrвствительного летекгора)

для выбранной длины воJIны. Запустить измерение.
процедура проверки н:шравлена на определение абсолютной погрешности измерепий }тловьrх

положений дIфракционньп< мiксиму {ов во всем }тловом диапазоне для каждого типа детектора
(выводятся на дисплее монитора в столбце Дц О). Табличные значения угловьIх положений дифрак-

ционньD( мaксимр(ов приведены в таблице 5.

за абсолlотнlто погрешность измерений угловьrх положений дифракционньп< максим}мов во

всем угловом диапазоне дJul каждого типа детектора принимzlют нмбольшее по абсо.lпотной вели-

чине значение.

l0.3. Определение абсолютной погрешности измерений парамеIров кристалJIической решежи.

10.3.1. Для проведения измереЕий по данному п}ткту применJпот ГСо 10440-2014, стшиартньй
образеlr лифраКчионньD( свойств кристМrплческой решетки (оксид апоминия) (SRM 1976ь).

10.3.2. После проведения процедуры проверки по п. 10.2.6 настоящей МП произведите опреде-

ление абсолютной погрешности измеревий параметов кристаллической решетки. Расчет осуществ-

JIяется при помопц программной функчии <расчет Пэя> программы kData collection> во вкладке

<Ка:rибрЪвка по стандарту). Для перехода к расчету необходимо HzDKaTb на кнопку кОкно ПЭЯ>.

l0,3.3. РасчеТ абсоrпотной погрешности измерений параметров кристаJIлической решетки (пара-

метров а и с, нм) осуществJUIется по }тловым положениям измеренньD( 8-12 рефлексов в зависимо-

сти'от конфигурашии длфракгомета и применяемой рентгеновской трубки (таблица 5). fuя этого

необходимЬ uiбрчr" из выпадающеГо списка то исполнение стапдартного образча (SRM-1976a"

SRM_l976b или SRM-1976с), для которого проводили измерения. Расчет булет проведен автомати-

чески после нажатия соответствующей кнопки под таблицей с рефлексами. Рассчитываются пара-

метры кристirллической решетки а и с дJlя Дlzоз и абсопотные погрешности измерений параJ\{етров

кристаллической решетки Да и Дс. Результаты выводятся на дисплей монитора,
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Таблица 5

Угловые положения мtксиму-
мов 20 Сч(Со)ксlГСО, градусы

Отражшощая aToMHiuI плоскость (индекс Миллера, hk)
h k l

25,575 (29,786) 0 l
35,147 (41,049) l 0 4

43,351(50,79б) l l J

57,495 (б7,903) 1 6

б1,297 (,12,592) 0 8

68,207 (81,247) 3 0 0

88,989 (l08,944) 0 l0
l01,066 (127,392) 2 l l0

|27,669 (-) l J

136,0бз (_) l 4 6

142,292|) () l l l5
1) - не применяется для линейного позиционно_ччвстви тельного детектора

мация Iryчка соотвегствует таблице 6.

Таблица б.

10.4.3. Проволится 1 серия из 10 измерений.

измерепия проводятся без вращения образца в автоматическом режиме пугем oF-OD ск{lнирова-

"""y"no"o.oдиапазона20=3+,sо"_зs,цо"iСч-шrод)/40,70"-41,40'(Со-анод)сшагом0,01О(длясцинтилляционного точеIшого 
'детектора) i o,os" (дп" позиционно-чувствительного детектора) и

экспозициейвточке2с.

l0

l0.4. ОпределеНие среднеквадРатичногО откJIонения (СКО) с.тryчайной составляощей погрш-
ности измерений угловьп< положений шrфракrшонньпк максимупiов по углу 20 и относительного

средrеквадратИчного откJIонения (ОСКО) сrryчайной состzвJIяющей погрешности измерений пико-

вой иктенсивности дrфракчионньп< линий.

l0.4.1, Для проведенлtя измерений по данному пункту прпменяют стандартньй образеч лифрак-

ционньD( свойств кристаJIлической ршетки гсо 10440-2014 (оксид апоминия) (SRM l976b).

10.4,2, Проверку проводить в пргрilI\,tмной опции кРасчgт погрешности измерений> (см. раздел

l 1.10 тд08.1.21Ь.tjв t рэ, часть 1) при многократном измерении рефлекса l И (для Cu излrlения 20

= 35,14", для Со излучения 20 = 4l,M') от стдцаршог0 образча указанного в п. l0.4.1 МП. Колли-

значение панаименование

к&lом2,0 без з l0,25 с

1,0
l0,0

Размеры щелей на первичном пгrке:
экваториltльнм щель, мм
аксиаJIьнaUl щель, мм
эквато ая щель, мм

2,0(Бдс*)/-(пчд**)
0,1 (Бдс*)/_(пчд**)
10,0 с*

Размеры щелей на лифрагированном пrше:
экваториальная (антирассеивающая) щель, мм
экваториальная щель, мм

MarI iжсиальнаJI щель, мм

1,5

/25 с ) пчд**

Щель Соллера расходимостью, фадус
на первичном пrtке
на ди ванном

то

сктоонныи дете (Бд )я с нтилляци риван цилб као етектии оп вльзо ании ди с ропр
етектвительЕыи дсно они ыин позиия лин е циван чувобл каии пс оольз вании детектиропр

2

l
1

2

10

мп_242.2585.2024

l
точечный
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При измерении с зеркzrлом и сцинтилллшонным точечным детектором устzlновить щель соJIлера
с расходимостью 2,5 фадуса и приемную щель перед детекгором 0,25 мм, задать шаг сканиров{lния
0,02'. Экспозиция в точке должна обеспечивать пиковую интеЕсивность рефлекса не менее
3000 имп.

По окончании измерений zвтоматически рассчитываются (и вьводятся на мониторе) значениrl:

- СКО слрайной составляющей погрешности измероний угловьп положений дифраIщионЕьD(
максимумов по 1тлу 20 (Sл(20эксп));

_ относительного СКо слу.Iайной составляющей погрешностп измерений пиковой интенсивно-
сти дифрдщц9нньп< линий (Sq(IMaKc)).

ll. полгвЕрждЕниЕ соотвЕтствия срЕдствА измЕрЕниЙ мЕт-
РОЛОГИIIЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

11,1. .Щифрактометр сIштать вьцержавшим поверку по п. 10,1, если диапазон измерний цлов
дифракции 20 составляЕт

. от пJIюс l О до плос 150О при использовании блока детектирования _ сцинтилляционньЙ ТО-

чечный детектор,. от плюс l о до пrпос l40o при использов:rнии блока летекгирования - линейный позиционно-
чувствительный детеrгор.

l1.2. ,Щифракгомет счlrтать вьцержавIIIими поверку по п. 10.2, если абсолютнarя погреШНОСТЬ

измерения угловьrх положений лифракчионньпt мzlксимр(ов во всем }тловом диIшазоне не превы-

шает +0,0l О.

1 1.3. .Щифрактометры сIштать вьцерж:lвшими поверку по п. 10.3, если абсолютнФl поГрешнОСТЬ

определения парtметов кристaIJIлической решетки не превышает +0,000l нм для параJlrета а и
+0,00l0 нм дIя параметра с.

1 1.4. .Щифракгометы считать вьцерж.lвшими поверку по п. l0.4, если:

- среднеквадратичное откJIонение слуrайной составляющей погрешности измерений лловьпк по-

ложений дифракционньD( макси}fумов по углу 20 не превьппает 0,00l'при измерениях с линейньп,r

позиционно_чувствительЕым детектором и не превышает 0,002' при измерению( СО СцинтИJIJUIЦИ-

онным точечным детектором;
- относитольное Ско сlryчайной составляющей погрешности измерепий пиковой интенсивности

дифракционньпк линий не превышает 2 %о.

12. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

l2.1..Щанные, поJryченные при поверке, оформллотся в форме протокола в соответствии с

требовани-mли, устilновлеш{ыми в организации, проводящеЙ поверку.

12.2. СведениЯ о результатах поверки СИ передают в Федеральньшi информачионньтй фонл
по обеспечению единства измереrтий в соответствии с порядком прведения поверки срсдств шме_

рений, предусмотренньш действующим зiконодательством Российской Федераuии в области

обеспечения единства измерений.

12.3. ПрИ положитеJIьньIХ результатах поверки лифракгометр признается годным к приме-

нению, пО зalявлениЮ владельца или Лица, предстtlвИвшего лифракТометр на повеРкУ, оформллот

свидетельство о поверке, полtверждаюшее соответствие дtфракгомегра метрологическим требо-

в:tниям К средству измерний. Знак поверки напосится на свидетельство о поверке в случае его

оформления и (иrш) в паспорт.

l2.4. При отицатеJIыiьD( результатд( поверки лифракгометр к применению не допускают,
по заявлению владельца или лица, представившего дифракгометр па поверку, вьцают извещение о

непригодtости с }тазанием причин.


